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nach  dieser oder  j e n e r  R ich tung  hill dirigieren, er 
konnte  die Unte r suchungen  abbrechen,  wenn das er- 
wi]nschte Ziel erreicht war,  und neue, unvorausgesehene: 
anfangen and  durehfflhren,  wenn  es die er rungenen 
Resul ta te  un terwegs  erwflnscht  machten .  Diese ]reie 
H a n d  des Leiters ~st zwei]ellos eine Hauptursache,  daft so 
reiche wissenscha]ttiche Ergebnisse geern~t werden 
konnten. 

Es sind jedoch nich~ allein der  biologische Leit- 
gedanke und  die udminis t ra f iv  musterha~ten Verh~lt- 
nisse, die zu den groBen ResultaCen gefiihrt  haben.  M a n  
hatte aueh ~n Johannes  Schmid t  den riehtigen Leiter. 
Man k6nnte  sagen, dab er der geborene Leiter sei. Sein 
Lebensverlauf  aber  bezeugt,  dab auch der geborene Leiter  

geschult  werden muB, und  JO~ANN~S SCHMIDT h a t t e  
sich durch  z~he Arbei t  zur  L6sung der Aalfrage Schr i t t  
fiir Schri t t  geschult.  Dureh  die Le i tung  der  Expedi -  
t ionen des d~nischen F ischere iun te rsuchungsdampfers  
, ,Thor",  vorers t  in d~nisch-isl~ndischen Gew~ssern, 
sp~ter im Mittelmeer und  bis in west indischen Fahr -  
w~ssern, bu t te  er die no~wendigen Er fah rungen  ge- 
wonnen und  auch seine Mitarbei ter  herangebildet .  
Hierin muB ebensosehr  wie in JOHANNES SCHMIDTS ~ r -  
s6nlicher Her r sche rna tu r  die Ursache dafa r  gesueht  wer-  
den, daB die d~nische , ,Dana" -Exped i t ion  un t e r  seiner 
Ft~hrerschaft die hervor ragends ten  Resul ta te  erreichte 
und  als eln Mus ter  kiln]tiger Hochsee-Expedit ione~ be- 
zeichnet werden muB. 

Kurze Originalmitteilungen. 
Ffir die kurzen Originalmit te i lungen ist  ausschlieBlich der  Ver~asser veran twor t l ich .  

Anderung der sekund~iren Elektronenemlssion v o n  

Isolatoren und  Halbleitern durch Elektronenbestrahlung.  

Bestrahlt man im Hochvakuum einen Isolator mit Elek- 
tronen (Geschwindigkeit 500--5000 Volt, Stromdiehte "con 
der Gr6Benordnung : o -  7 A/qem und dariiber), so findet man 
bei Abtastung der Oberfl~iche mit einem zweiten Elektronen- 
strahl eine starke Ver:inderung der Sekund~iremission an den 
elektronenbestrahlten Stellen gegeniiber ihrer Umgebung. 

VemtOrker 

Bmunsche fbhm 
Fig. i. Anordnung zur Untersuehung von Sekund~remissions- 
~nderungen niehtmetalliseher KSl~er bei Etektronenbestrah- 
lung. I Metallplatte; 2 zu untersuehende Isolier- bzw. Halb- 
leiterschieht; 3 Prim~irkathodenstrahl; 4 Abtastkathoden- 
strahl; 5, 7 je 4 magnefisehe, synehron yon den Ablenk- 
strSmen durchflessene Ablenkspulen~ 6 Elektrode zur Hellig- 
keitssteuerung, 8 Leuchtsehirm der BRAUNschen RShre; 
9 magnetische Ablenkspulen des Kathodenstrahls 3; xo Anode 

tier Megr6hre. 

Das Prinzip der MeBmethode (Fig. i) wurde kiirzlich I an 
anderer Stelle beschrieben. Die MeBrShre enth:ilt die zu 
untersuchende, auf einer 1V[etanplatte aufgebraehte Isolier- 
schicht, auf welche zwei gleiche, getrennt ablenkbare Katho- 
denstrahlbiindel geworfen werden, yon denen eines zur Ver- 
~inderung der Sekund:iremission, das zweite in Form eines 
Strichrasters zum Abtasten der zu untersuehenden Schieht 
(2) dient. Die yon der Metallplatte fortgeleiteten Strom- 
impulse gelaugeu dutch eineI1 Verst~rker zur Steuerelektrode 
einer BRAvNsehen RShre, deren synchron mit dem Strahl 4 
der MegrShre bewegter Kathodenstrahl auf einen Leueht- 
sehirm die Sektmd~remissionsverteiIung der Schieht 2 
wiedergibt. Das Kathodenstrahlbihldel (3) erzeugt auf der 
Isolierschieht dee MegrShre einen runden Etektronenfleek 
yon etwa 8 mm Durchmesser, der sich mit einem augerhalb 
der R6hre bewegten Magneten beliebig versehieben l~iBt, 

Fig. 2 zeigt als BeJspiel das so erhaltene Sekund~r- 
emissionsbild einer oxydierten Aluminiumplatte, wobei auf- 
f:illt, dab die Elektrouenbestrahlung der Aluminiumoxyd- 
sehieht  eine Herabsetzung des Sekund~remissionsfaktors 
hervorruft. Derselbe Effekt wurde an Glas, Halbleitern (z. B. 
CuuO) und a n  gewisseu Phosphoren (z. B. ZnS [Ag]) ge- 
funden; a n  einer Silitplatte wurde daneben bei~ positiver 
Plattenv0rspannung ( Up = + 3o V) auch eine Erh6hung der 
Sekund~remission gegeniiber der Umgebung beobaeh- 

1 M. KNOLL, Z. techn. Physik ~5, 467 .(I935). 

tetL Der Elektronenfleck zeigt beim A120 a bei rascher Bewe- 
gung fiber die Platte keine merkbaren Nachwirkungserschei- 
nungen an den vorher getroffenen Stellen; er ist beirn AlsO, 

Fig. 2. 0rtlich begrenzte Herabsetzung der Sekund:i_r- 
emission einer dfinnen (:or*) Aluminiumoxydschiehtdureh 
einfallende Elektronen (a Elektronenfleek, b Bfldrficklauf- 
zeilen der MegrShre). Prim~elektronen: Upr = 15oo V, 
ipr = IO -~ A; Abtastetektronen; ua = I50oV, i~ ~ I0 -~A;  
Vorspannung der Platte gegen Anode; up = --xoo V; 

Verst~irkungszahl: ~ :o a. 

noeh 1Xugere Zeit (mehrere Minuten) nach dem Absehatte:z 
beider Kathodenstrahlbiindel dutch Wiedereinschalten des 
Abtaststrahls nachzuweisen. 

Aas Ursache des Effekts sind naeh den vortiegende n 
Beobachtungen entweder im Schichtinnern verteilte Raum- 
ladungen bzw. Gitterst6rungen ~ oder eiue bei VergrSgerung 
der Elektronenstromdiehte auftretende, wahrseheinlich dureh 
~iugere Raumladung bedingte Ver~inderung (Negativer- 
werden) des Gleichgewiehtspotentials an der Isolatorober- 
fl~iche anzunehrnen. Im letzteren Falle braueht keine 
Ver~zlderung des Sekundiiremissionsfaktors, sondern ledig- 
lieh eine durch die fortschreitende Aufladung der elek- 
tronenbestrahlten OberflRchenelemente hervorgerufene vor- 
iibergehende Anderung dee Sekmld~remission all der be- 
treffenden Stelle vorzuliegen. 

Berlin, R/Shrenlaboratorium Telefunken, den i. April 1936. 
M. KNOLL. 

1 Wie weit diese ErhShung auf sekund~ren Effekten (Srt- 
liche TemperaturerhShungen, Ausbildung von Elektronen- 
bremsfeldern dutch Spannungsabfall in der Schieht u. ~i.) 
und nicht auf einer wahren Zunahme des Sekund~iremissions. 
faktors beruht, mug noch ui:tersueht werden. 

2 In 13bereinstimmung mit den Ergebnissen yon SUHR- 
MAI~N uud HAIDUK [Z. Physik 96, 726 (I935)], die an elektro- 
nenbestrahlten Halbleiteroberfl~iehen dutch Etektronen- 
beugung eine wesentliehe Ver~nderung der Gitterstruktur 
feststelle:l konnten. 


